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ランプ制御装置－第 2-13 部：直流又は交流電源用

LED モジュール用制御装置の個別要求事項 
 

正 誤 票 
区分 位 置 誤 正 

15  ただし，熱電対法で…，測定温度から…

判定する。 
 ただし，熱電対法で…，規定温度から…判

定する。 
本体 
 

15.2 通常動作で…行わなければならない。 
試験は，tc ℃～(tc＋5) ℃のケース温度が

得られるような周囲温度において，附属書

F の試験槽の中で，通常状態において熱平

衝するように制御装置を動作させて，実施

することが望ましい。 
モールドトランスでは，…用意しなけれ

ばならない。 

通常動作で…行わなければならない。 
注記 試験は，(tc－5) ℃～tc ℃のケー

ス温度が得られるような周囲温

度において，附属書 F の試験槽

の中で，通常状態において熱平衝

するように制御装置を動作させ

て，実施することが望ましい。 
モールドトランスでは，…用意しなければ

ならない。 
（内容の欄） 
JIS C 6065 の 7.1 に…，熱電対法…測定温

度から…判定する。 

（内容の欄） 
JIS C 6065 の 7.1 に…，熱電対法…規定温度

から…判定する。 

附属書 JC 15 
トランス温

度 上 昇 の

（I）の内容

及び（IV）

の技術的差

異の内容の

欄 

（技術的差異の内容の欄） 
SELV 同等の制御装置に…測定する場合

は，測定温度から…追加した。 

（技術的差異の内容の欄） 
SELV 同等の制御装置に…測定する場合は，

規定温度から…追加した。 
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